MICROSCOPIA ELECTRONICA DE BARRIDO (MEB) Y MICROANALISIS

1.- INTRODUCCION A LA MICROSCOPIA ELECTRONICA

Introduccion. Caracteristicas de las radiaciones utilizadas en Microscopia. Formacion de imagenes con
lentes dpticas. Ley de la Optica Geométrica. Aumento de las lentes. Micoscopios 6pticos. Resolucion.
Profundidad de campo. Profundidad de foco. Otras diferencias entre la microscopia épticay eectrénica

2.- INTERACCION ELECTRON-MATERIA

Disperdon dédtica e indégtica. Efectos secundarios. Electrones secundarios Electrones
retrodispersados. Rayos X. Absorcion de electrones por la materia. Volumen de interaccion y
volumen de muestreo. Trayectorias de electrones en lamateria

3.- FUENTESDE ELECTRONESY LENTES
Emison de dectrones por diferentes mecanismos. Cafion de electrones. Lentes. Efecto del
campo magnético sobre las lentes. Aberraciones de las lentes.

4.- OPTICA DE LA COLUMNA DEL MEB

Configuracion dd MEB. Caiion de electrones. Anodo. Bobinas deflectoras del haz. Lentes'y
aperturas. Enfoque. Caracterigticas de las aperturas. Correctores de astigmatismo de la
objetivo. Bobinas barredoras. Parametros a controlar. Variables del equipo.

5.- DETECTORES
Detector de Everhart-Thornley. Optimizacion de la sefid de dectrones retrodispersados.
Otros detectores.

6.- OPTIMIZACION Y RESOLUCION DEL MEB

Congtruccidn de laimagen en d MEB. Tamarfio de la prueba. Profundidad de campo. Minimo
tamafio y corriente de la prueba utilizable.

Contraste. Contraste topografico. Contraste composicional.

7.- PROCESADO DE LA IMAGEN
Digtorsones de laimagen. Estereofotografias.Procesado digita de laimagen.

8.- PREPARACION DE LAS MUESTRAS
Muestras secas. Muestras conteniendo componentes volatiles.

9.- ANALISISQUMICO EN EL MICROSCOPIO ELECTRONICO

Generacion de rayos X. Deteccion y recuento de rayos X. Andisis de dispersién de longitud
de onda. Andlisis de dispersdn de energia. Componentes del espectroscopio de dispersion
de energia. Ventgas'y desventgas de ambos tipos de detectores.



10.- ANALISISCUALITATIVO
Cdibracion de la unidad microanditica de rayos X. Discriminacion de los picos de rayos X.
Mapas de rayos X.

11. - ANALISISCUANTITATIVO

Adquisicion de espectros de rayos X para microanalisis cuantitativo. Procesado de espectros
de rayos X para microanalisis cuantitativo. Analisis de espectros de rayos X. Programas de
ordenador utilizados para cuantificar espectros de rayos X.
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